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Vicerreitorado de Investigacion, Area de Infragstruturas de Investigacion. Unidade de Microscopia Electrénica e Confocal e de Apoio as Especialidades Biol6xicas,
Edificio CACTUS, Campus Vida, Santiago. Telf. 8818 16248 (Optica y Confocal) / 16229 (TEM) /16274 (SEM) - Edificio CIMUS, Campus Vida, Santiago. Telf.
8818 15495 (Optica y Confocal), https://www.usc.gal/gl/investigacion/riaidt/microscopia/

unidade.microscopia@usc.es

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

.. [a
Correo electronlco[ I

Usuarios/as USC

a]

Usuarios/as Externos USC

Conservacion: O] T 2 ambiente

ESPACIO A CUBRIR POR LA UNIDAD

DePartameENto  i......coociiiieiie et raesatee e
[a],
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SECCION A LA QUE VA DIRIGIDA LA SOLICITUD [*!
|:| MICROSCOPIA ELECTRONICA DE BARRIDO

[ MIcROSCOPIA ELECTRONICA DE TRANSMISION
I:l MICROSCOPIA OPTICA Y CONFOCAL CACTUS: riaidt.microscopia.confocalcactus@usc.es CIMUS: riaidt. microscopia.confocalcimus@usc.es

ALMACENAMIENTO Y DATOS DE LAS MUESTRAS

O] Refrigerada

Toxicidadcte: (] O O

O] Congelada

CACTUS: riaidt.microscopia.sem@usc.es

CACTUS: riaidt.microscopia.tem@usc.es

O] Protegida de la luz

Devolucién de muestra: [l |:|

& 0 ® 0@ 0®

Cédigo Solicitud de Servicio: MES Cédigo de Lote: Fecha de entrada: / /
Ecl):;gszljaedlizu:r:':?égados en un lapiz al solicitante Fecha de envio resultados: / /
[ ]Resultados enviados via web al solicitante
Confocal Leica TCS SP2 Procesado de imagenes p-Slide 8 Well
Confocal Leica TCS SP5 Procesado de muestras 1 Otros:
Confocal Leica STELLARIS Informe -
Estereomicroscopio 205FA
HRTEM Zeiss Libra 200FE Imagen TEM Preparacién de muestra liquida Rejilla con Carbono
TEM Jeol JEM 2010 Imagen STEM Preparacion de muestra sélida 1 Rejilla con Carbono sin Silicio
Difraccion Contraste de muestra 1 Caja con rejillas con Carbono
EDX Glow Discharge [ Otros:
Informe Plasma Cleaner -
Debastador idnico
FESEM Zeiss Ultra Plus Imagen SEM Metalizado L Porta
SEM Zeiss EVO LS15 Imagen STEM Glow Discharge N Disco de grafito
SEM ZEISS GEMINI-500 EDX Plasma Cleaner (1 Caja de carton-portas
Informe Debastador idnico [T Silicon Wafer-5x5 mm
I Rejilla con Carbono
:I_ Otros:

[a Cubrir obligatoriamente segun corresponda. [°] Consultar con la Unidad. [l Pasados 15 dias naturales desde el envio de resultados, se

gestionara como residuo en caso de no recogerse.
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Requisitos de envio, recepcion y andlisis de las muestras en la Unidad de Microscopia Electrénica, Optica y Confocal

Requisitos generales de envio, recepcidon de muestras y entrega de resultados

e lLas muestras de cada solicitud se enviardn en un Unico lote, en cuyo embalaje exterior el solicitante debe
indicar sus datos de identificacion y contacto. La recepcidn de las muestras debe ser concertada previamente
con el personal de la Unidad.

e Las muestras del lote deberan identificarse y envasarse de forma que se garantice su integridad y conservacion.

e En caso de solicitar la devolucién de la muestra, el lote se conservard hasta 15 dias después de la entrega de
resultados. En caso de no solicitar devolucidn la muestra custodiada se tratard como residuo tras el envio de los
resultados.

e Deberd ponerse en contacto con el personal de la Unidad para indicar cualquier caracteristica, condicion
especifica o procesado especial que sea necesario llevar a cabo.

e En el caso de muestras que presenten riesgo biolégico, debera contactar con el personal de la Unidad y se
evaluara la posibilidad de realizar el estudio en funcién de los niveles de riesgo.

Requisitos especificos para Microscopia Optica y Confocal

e Elsolicitante debera traer las muestras preparadas y montadas siempre que la muestra lo permita.

e El microscopio Confocal Leica SP2 estd equipado con un estativo vertical y permite estudio de muestras
montadas sobre portaobjetos. El microscopio Confocal Leica SP5 estd equipado con un estativo invertido y
sistema de incubacion para experimentos de célula viva. Permite estudios de muestras sobre portaobjetos,
placas Petri de 35mm, placas Petri de 60mm y placas multipocillo.

e Hay que tener en cuenta que el cubreobjetos a utilizar debe ser de 0.17 mm de grosor. En caso de cultivos
celulares “in vivo”, las muestras deberdn estar contenidas en soportes para cultivo de fondo equivalente al
grosor de un cubreobjetos de 0.17 mm.

e Contactar con el personal de la seccién de Microscopia Optica y Confocal cuando necesite asesoramiento
cientifico- técnico sobre el estudio a realizar.

Requisitos especificos para Microscopia Electronica de Transmision

o Preferentemente, el solicitante traerd la muestra preparada en la rejilla adecuada. En caso de solicitar la
preparacion de la muestra se deberd contactar con el personal de la seccién de TEM de la unidad para indicar
las caracteristicas o condiciones especificas de la muestra.

e Se debera tener en cuenta que la observacién de muestras que contengan algun disolvente de tipo oleoso es
incompatible con los microscopios electrénicos de transmision.

Requisitos especificos para Microscopia Electronica de Barrido

e Las muestras deberdn estar secas y preparadas sobre el correspondiente soporte segun la técnica. En caso de
duda, ponerse en contacto con el personal de SEM de la unidad para realizar un asesoramiento mas preciso
acorde a la muestra y al tipo analisis.

e Se deberan evitar las muestras que contengan sustancias oleosas ya que son perjudiciales para los microscopios
electrénicos de barrido.
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